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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用ISO14594:2009《微束分析 电子探针显微分析 波谱法实验参

数测定导则》(英文版)。
本标准与ISO14594:2009《微束分析 电子探针显微分析 波谱法实验参数测定导则》(英文版)

的主要技术差异:
———用GB/T27025:2008代替ISOGuide25:1990;
———将第7章中ISOGuide25:1990的13.2项修改为GB/T27025—2008的5.10。
本标准由全国微束分析标准化技术委员会(SAC/TC38)提出并归口。
本标准起草单位:中国科学院上海硅酸盐研究所。
本标准主要起草人:曾毅、李香庭、吴伟。
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微束分析 电子探针显微分析
波谱法实验参数测定导则

1 范围

本标准规定了进行电子探针分析时的入射电子束、波谱仪和试样的实验参数测定的一般原则,并规

定了束流、束流密度、死时间、波长分辨率、背底、分析面积、分析深度和分析体积的测定过程。

本标准适用于垂直入射电子束对抛光试样的分析,对于其他实验条件,这些实验参数只能作为

参考。

本标准不适用于能谱法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T27025—2008 检测和校准实验室能力的通用要求(ISO/IEC17025:2005,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
分析面积 analysisarea
能检测到全部信号或者规定百分数信号的试样表面的二维区域。

3.2
分析深度 analysisdepth
从试样表面到作用体积底部的垂直距离,经过该距离能检测到全部信号或者规定百分数的信号。

3.3
分析体积 analysisvolume
试样中X射线发射的三维区域,在该区域内的全部信号或者规定百分数信号能被检测到。

3.4
背底 Background
由连续X射线产生的X射线谱的非特征成分。

3.5
束流 beamcurrent
聚焦电子束中的电流。

3.6
束流密度 beamcurrentdensity
试样单位面积上的入射束流。
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